Karta (sylabus) modulu/przedmiotu
Mechatronika
Studia II stopnia

Przedmiot: Komputerowe systemy pomiarowe
Rodzaj przedmiotu: Specjalno$ciowy
Kod przedmiotu: MT251231-0_0
Rok: I
Semestr: 2

Forma studiéw: Studia stacjonarne
Rodzaj zajeé i liczba godzin w semestrze: 30
Wyktad 15
Cwiczenia

Laboratorium 15

Projekt

Liczba punktéw ECTS: 2

Sposéb zaliczenia: Zaliczenie
Jezyk wykladowy: Jezyk polski

Cel przedmiotu

C1

Zapoznanie studentéw ze strukturami wspoélczesnych komputerowych systeméw
pomiarowych, stosowanymi w nich rozwigzaniami sprzetowymi i programowymi,
podstawowymi systemami interfejséw oraz technikami programistycznymi

Cc2

Przygotowanie studentéw do postugiwania sie programowalng aparaturag pomiarowa
i zestawiania z niej systemOw pomiarowych sterowanych komputerowo

C3

Nabycie przez studentdow umiejetnosci pisania, uruchamiania i weryfikacji
oprogramowania sterujagcego komputerowymi systemami pomiarowymi z
wykorzystaniem uniwersalnych oraz specjalizowanych §rodowisk programistycznych

C4

Przygotowanie studentéw do zespolowej pracy w laboratorium Komputerowych
Systeméw Pomiarowych i realizacji projektéw informatycznych w postaci programéw
sterujacych przykladowymi systemami pomiarowymi

C5

Nabycie przez studentéw umiejetnosci poprawnego opracowania dokumentacji
ze zrealizowanego projektu informatycznego i wykonanego eksperymentu
pomiarowego oraz oceny uzyskanych rezultatéw i prezentacji osiggnietych wynikéw

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji

Nabycie przez studentéw umiejetnosci poprawnego opracowania dokumentacji
ze zrealizowanego projektu informatycznego i wykonanego eksperymentu
pomiarowego oraz oceny uzyskanych rezultatow i prezentacji osiggnietych wynikéw

Student ma uporzadkowana wiedze w zakresie fizyki, w tym wiedze niezbedna
do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych wystepujacych w przyrodzie i
technice

Student ma wiedze w zakresie podstaw informatyki, architektury komputeréw i
technologii informacyjnych

Student ma podstawowa wiedze w zakresie elektrotechniki

Student ma podstawowa wiedze w zakresie metrologii wielkosci elektrycznych
i magnetycznych, zna i rozumie metody pomiaru wielkoéci analogowych i cyfrowych,
interpretacji wynikoéw oraz zna metody oceny bledéw i niepewnoséci pomiarowych

Student ma uporzadkowang i podbudowana teoretycznie wiedze w zakresie zasad
dziatania elementéw elektronicznych, optoelektronicznych, analogowych i cyfrowych
uktadéw elektronicznych

Student potrafi postuzyc¢ sie wlasciwie dobranymi metodami i przyrzadami




umozliwiajgcymi pomiar podstawowych wielkosci elektrycznych i magnetycznych,
potrafi opracowaé wyniki pomiaréw oraz oszacowac bledy i niepewnosci pomiarowe

Student potrafi postugiwac sie narzedziami informatycznymi oraz metodami

8 |obliczeniowym niezbednymi do analizy wynikéw eksperymentu, potrafi wykorzystac
nowoczesne oprogramowanie wspomagajgce tworzenie projektéw elektrycznych
Efekty ksztalcenia
W zakresie wiedzy:
Student definiuje podstawowe pojecia dotyczace komputerowych systeméw
EK 1 pomiarowych, opisuje i objasnia funkcjonowanie komputerowych systemoéw
pomiarowych, rozréznia podstawowe struktury systeméw pomiarowych, wymienia i
opisuje podstawowe ich elementy skladowe i parametry
Student opisuje i wyjasnia dziatanie podstawowych algorytméw sterujacych i
EK 2 | pomiarowych, systeméw interfejséw oraz urzadzen i srodowisk programistycznych
wykorzystywanych w komputerowych systemach pomiarowych
W zakresie umiejetnosci:
Student potrafi postuzy¢ sie programowalng aparaturg pomiarowsq, czujnikami
EK3 | pomiarowymi oraz systemami informatycznymi i umie zestawi¢ z nich komputerowy
system pomiarowy wedlug podanej specyfikacji
Student potrafi wykorzysta¢ poznane metody i modele matematyczne, algorytmy
EK4 sterujagce i pomiarowe oraz Srodowiska programistyczne i umie przygotowac,
uruchomi¢ oraz przetestowaé program komputerowy sterujacy systemem
pomiarowym
Student potrafi sporzadzi¢ szczegbétowa dokumentacje zrealizowanego systemu
EK5 | pomiarowego oraz opracowac uzyskane wyniki z przeprowadzonych eksperymentéw
pomiarowych, umie oceni¢ uzyskane rezultaty i wyciagnaé poprawne wnioski
W zakresie kompetengji spotecznych:
Student posiada umiejetnos¢ pracy w zespole, potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposéb
EK6 |kreatywny, wykazuje $wiadomos¢ odpowiedzialnosci za wspdlnie realizowane
zadania
Tresci programowe przedmiotu
Forma zaje¢ — wyklady
Tresci programowe
W1 | Podstawowe definicje z zakresu komputerowych Systeméw Pomiarowych
W2 Struktury wspoétczesnych Komputerowych Systeméw Pomiarowych i ich elementy
skltadowe
W3 | Systemy interfejséw stosowanych w systemach pomiarowych i ich wlasciwosci
W4 | Synchronizacja, adresowanie i transmisja danych w systemach pomiarowych
W5 | Pomiarowe wykorzystanie magistrali wewnetrznej komputera
W6 Przetworniki analogowe — cyfrowe, podstawowe struktury, zasada dziatania i
wlasciwosci
W7 | Zintegrowane karty pomiarowe, elementy skladowe, podstawowe parametry
W8 Organizacja wspotpracy przyrzadéw pomiarowych z komputerem sterujagcym w
systemie pomiarowym
W9 | Programowe sprawdzanie stanu urzadzenia, zastosowanie techniki ,pollingu”
W10 | Wykorzystanie systemu przerwan komputera w systemie pomiarowym
Wil Podstawowe struktury wzmacniaczy stosowanych w systemach pomiarowych,
wlasdciwosci, parametry
W12 Uklady pomiarowe czujnikéw wielkosci fizycznych, uktady kondycjonowania

sygnatéw z czujnikéw pomiarowych




W13 | Multipleksery i uklady elektromechaniczne systeméw pomiarowych
W14 Zakl6cenia w systemach pomiarowych, filtrowanie, ekranowanie i inne techniki
ograniczania poziomu zakl6cert
W15 | Przyrzady wirtualne i graficzne srodowiska programistyczne
Forma zaje¢ — laboratoria
Tresci programowe
Wprowadzenie do zaje¢ w laboratorium, zapoznanie sie z zasadami BHP w
L1 | laboratorium, prezentacja wyposazenia pomiarowego, omoéwienie tresci zadan
laboratoryjnych
Programowanie uniwersalnej karty ukladéw licznikowych z magistralg wewnetrzna
L2 | komputera do realizacji pomiaréw czasowo-czestotliwosciowych parametrow
sygnatow
13 Pomiary i rejestracja sygnaléw w systemie pomiarowym z czestotliwo$ciowym
noénikiem informagji
14 Programowanie uniwersalnych przyrzadéw pomiarowych wyposazonych w
standardowy interfejs pomiarowy
Programowanie wieloprzyrzadowego eksperymentu pomiarowego w systemie
L5 |ze standardowym interfejsem pomiarowym w graficznym Srodowisku
programistycznym
L6 | Programowanie przyrzagdéw pomiarowych z sieciowym interfejsem szeregowym
L7 Programowanie rozproszonego systemu kontrolno-pomiarowego z sieciowym
interfejsem szeregowym w graficznym srodowisku programistycznym
Ls Prezentacja zastosowanych rozwiazan i uzyskanych wynikéw, ocena osiaggnietych
rezultatow, dyskusja

Metody dydaktyczne

1 | Wyklad z prezentacja multimedialng

wykonywanie pomiaréw

Praca w grupach w laboratorium, programowanie systeméw pomiarowych,

Obciazenie prae studenta

. Srednia liczba godzin na
Forma aktywnéci ) . L
zrealizowanie aktywrizi
Godziny kontaktowe z wykladowa, w tym: 32
Wykilad 15
Laboratorium 15
Konsultacje 2
Praca wlasna studenta, w tym: 25
Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wyktadu 10
Samodzielne przygotowanie sie do laboratorium 10
Opracowanie sprawozdan ze zrealizowanych zaje¢ w laboratorium 5
t aczny czas pracy studenta 57
Sumaryczna liczba punktow ECTS dla przedmiotu: 2
Liczba punktéw ECTS w ramach z&jo charakterze praktycznym 1
(¢wiczenia, laboratoria, projekty)

Literatura podstawowa

Nawrocki W., Komputerowe systemy pomiarowe, WKik, Warszawa 2002

pomiarowych w LabView, Wyd. PAK, Warszawa 2005

Swisulski D., Komputerowa technika pomiarowa Oprogramowanie wirtualnych przyrzadéw

Literatura uzupelniajaca

1 | Tlaczata W., Srodowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT




Warszawa 2002

2 | Chrusciel M., LabVIEW w praktyce, Wyd. BTC, Warszawa 2008

Macierz efektéw ksztalcenia

Odniesienie danego efektu
Efekt ksztatcenia do efektow Cele Tresci Metody Metody
ksztalfcenia | zdefiniowanych dla catego | przedmiotu programowe dydaktyczne | oceny
programu (PEK)
MT2A_W04,
EK1 MT2A_WO05 [C1-C5] |[W1-W15,L1-L8]| [1,2] [01-09]
MT2A_W04,
EK 2 MT2A_WO05 [C1-C5] |[W1-W15,L1-L8]| [1,2] [01-09]
MT2A_U09
EK 3 MT2A_U10 [C1-C5] |[W1-W15,L1-L8]| [1,2] [O1-09]
MT2A_U18
MT2A_U09
EK 4 MT2A_U10 [C1-C5] |[W1-W15,L1-L8]| [1,2] [O1-09]
MT2A_U18
MT2A_U09
EK 5 MT2A_U10 [C1-C5] |[W1-W15,L1-L8]| [1,2] [O1-09]
MT2A_U18
EK 6 MT2A_K03 [C1-C5] |[W1-W15,L1-L8]| [1,2] [01-09]
Metody i kryteria oceny
Symbol - Prog
n;eczzr)lc}l]y Opis metody oceny zaliczeniowy
01 Ocena przygotowania teoretycznego do ¢wiczen laboratoryjnych 60%
o Ocena przygotowania protokotu: harmonogramu pomiaréw, tabelek o
2 . . 80%
pomiarowych, schematéw
o Ocena poprawnosci faczenia uktadéw pomiarowych i przestrzegania o
3 80%
zasad BHP
o Ocena zrealizowanych zadarn pomiarowych w ramach ¢wiczenia o
4 . 60%
laboratoryjnego
05 | Ocena poprawnosci uzyskanych wynikéw pomiaréw 60%
Ocena poprawnosci opracowania sprawozdania: wyznaczonych
06 |bledow i niepewnosci pomiarowych, wykreséw, interpretacji 60%
wynikéw pomiaréw, sformutowanych wnioskéw
o Ocena pracy zespolu c¢wiczeniowego: wspélpracy w  grupie, o
7 . ) 60%
podziatu zadan
Ustalenie oceny =zaliczeniowej na podstawie ocen czastkowych
08 otrzymanych w ramach semestru za prace zespolowa w 60%
laboratorium oraz indywidualne sprawozdania
09 Egzamin pisemny 60%
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